é“ l"'

-s
[ —
K II‘DL

K7/
000

INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU
OPTOELECTRONICA

0273
CERT NO.: AJAEU/09/11337

Certificat nr.: AJAEU/09/11337

Str. Atomistilor Nr.409, C.P. MG-5, Cod 077125, Magurele - Ilfov, Telefon/Fax: 021.457.45.22, E-mail:inoe(@inoe.inoe.ro, http://inoe.inoe.ro

FISA TEHNICA

"Algoritm privind optimizarea conditiilor de obtinere in functie de
proprietatile optice ale straturilor subtiri"

Domeniul de utilizare: straturi subtiri cu proprietati optice, cercetare

Tip: Procedura Brevete:

Status: Nou Data: 2024/06/10

Executant: INOE 2000 - Sisteme
tehnologice bazate pe plasma si vid pentru
noi materiale avansate nanostructurate

Proiectant: INOE 2000 - Sisteme
tehnologice bazate pe plasma si vid pentru
noi materiale avansate nanostructurate

I

Propr. |

t .

Modelare Dp e~ )
optica .
groslme "

I

1| Spectrofo
*| tometrie

1=
i g Selectarea UV-Vis
= substratului si a (RTA)
1| 2 materialelor de l
- o i R R R T e
| -E / acoperire g
e/ o | 28
! s . Parametri % = Corelare Cerinte
| ‘g . c.iepunere: ; 4 a = proprietati indeplinite
N reactiv/non-reactiv, S 9 optice/fizice
1| @ regim constant de R B
. E putere/tensiune/cu e 9 M e o ./
! g rent pentru S = |. 1 ‘ NU
" N alimentarea a | [ Evaluare proprietati fizice 1
. g catozilor, presiune | .
1| % de lucry, distanta I 7~ Rugozitate de suprafata, cristalinitate, 1
'L_/ catoc.i—substrat, 1 I densitate, rugozitate la interfata |
= debite pentru | compozitie elementala, duritate, .
. gazele de proces 1 aderenta, conductivitate electrica, 1
\ etc. I 1| caracter hidrofil/hidrofob, stabilitate in .
L A . |. timp, rezistenta la temperatura, etc I
AG.4

Date tehnice: In etapa initiala AG.1 sunt analizate si definite principalele cerinte privind
proprietatile optice ale unui strat subtire, in functie de aplicatia vizata, dar si de acoperirea
spectrala in domeniul UV-Vis-NIR, unghiul de incidenta, forma si tipul substratului,
constrangerile de temperatura ale substratului/stratului, respectiv stabilitatea in timp a
performantelor optice. In functie de acest aspect sunt stabilite tipul si dimensiunile fizice
ale substraturilor (etapa AG.2) ce urmeaza a fi acoperite si se alege convenabil metoda de
depunere PVD (pulverizare magnetron/ evaporare cu arc catodic sau fascicul de electroni).
In etapa AG.3 se evalueaza proprietatile optice ale straturilor subtiri utilizdnd ca date de
intrare masuratorilor de spectrofotometrie in domeniul UV-Vis-NIR si modelarea optica
matriceala. Principalii parametri evaluati sunt: indicele de refractie (n), coeficientul de
extinctie (k), largimea optica a benzii interzise (Eg) si grosimea. Caracterizarea optica ajuta
prin simularea si ajustarea parametrilor fizici (AG.2) in vederea obtinerii unor straturi
subtiri cu cerinte spectrale stabilite in etapa AG.1.. Faza AG.4 a algoritmului de optimizare
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a straturilor subtiri este dedicata evaluarii altor proprietati ale straturilor subtiri care sunt
in stransa legatura cu performanta lor mecanica, durabilitatea in conditii variate si
adaptabilitatea la diferite medii operationale. Rezultatele obtinute in etapele AG.3 si AG.4
sunt corelate si comparate in vederea optimizarii iterative a conditiilor de proces din etapa
AG.2, pana cand proprietatile obtinute corespund cu cele fixate in AG.1.




